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  Ｘ線ビームの進行方向とＸ線エネルギ

ーが１：１の対応し水平方向に集光される

Ｘ線ビームを集光点におかれた試料に一

定の視斜角αで入射させ試料後方での反

射Ｘ線の水平方向の強度分布を測定する

ことにより（図参照）、測定中に試料およ

び検出器の機械的運動なしでＸ線反射率 
曲線を迅速測定する方法を開発している。 

彎曲結晶をポリクロメーターとして用いる場合では、シリコンウェーファー上

にアゾベンゼンをその部位として持つ高分子（6Az10PVA）を LB 法で 9 分子層

積層したものを試料として用い、これに紫外光（波長 375nm）照射中の反射Ｘ

線強度プロファイルの時分割測定を行った。その結果（まだ測定できたｑの範

囲は比較的狭いものであるが）紫外光照射開始後 10 秒程度でＸ線反射率強

度曲線に変化が現れその後数十分間にわたりプロファイルが変化してゆく様

子を観察できた。 

楕円表面に沿って周期膜厚が連続的に変化している多層膜をポリクロメー
ターとして用いた配置では、液面（エチレングリコール）からのＸ線反射率曲線
を反射率 10-6 まで測定できることを確認した。また、水中に注入した球状タン
パク質分子（Lysozyme）が水面に吸着し unfolding してゆく過程での水面から
のＸ線反射率曲線（まだ測定できる q の範囲は限られているが）の時間変化を
10 秒の時間分解能で追うことができた。 

今後の性能向上のための次のような検討の結果・提案についても報告す
る。 

（ａ）入射Ｘ線強度を約 3 桁向上させ、ミリ秒の時間分解能を実現する方法。
（ｂ）ｑの測定範囲を大幅に広くする(現状で（qmax-qmini）/qmini～ 3-5 を 約 30 に
する）ための多層膜 KB ミラーを利用した光学系。（ｃ）低反射率測定限界を 2
桁下げ R～10-8 の測定を可能にするための方策。 

 

 


